SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYZSZYCH

Lp. Elementy skladowe sylabusu Opis

1. Nazwa przedmiotu Modelowanie powierzchni za pomoca spektroskopii
fotoelektronéw oraz temperaturowo
programowanej desorpcji

2. Nazwa jednostki prowadzacej | Wydziat Fizyki i Astronomii
przedmiot Instytut Fizyki Doswiadczalnej

3. Kod przedmiotu 13.2-4-WSD3/I1

4. Jezyk wykiadowy Polski

5. Grupa tresci ksztalcenia, Poziom zaawansowany
w ramach, ktérej przedmiot
jest realizowany

6. Typ przedmiotu Wyktad specjalistyczny polecany szczegdlnie dla

specjalnosci fizyka doswiadczalna i fizyka nowych
materiatéw na kierunku fizyka

7. Rok studiow, semestr

8. Imie i nazwisko osoby (oséb) | Przemystaw Godowski, dr
prowadzacej przedmiot

9. Imie i nazwisko osoby (osé6b)
egzaminujacej badz
udzielajacej zaliczenia
w przypadku, gdy nie jest nia
osoba prowadzaca dany
przedmiot

10. Metody dydaktyczne Wyktad - 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni.

11. Wymagania wstepne

12. | Liczba godzin zajec Wyktad - 30 godz.
dydaktycznych

13. | Liczba punktow ECTS
przypisana przedmiotowi

14. Zatozenia i cele przedmiotu Po zaliczeniu tego przedmiotu student powinien wykazac

sie  znajomoscia: podstaw  techniki prézniowej
(nieroztgcznej w badaniach powierzchniowych);
podstawowych wielkosci opisujacych powierzchnie ciata
statego; podstawowych proceséw dynamicznych
zachodzacych na powierzchni (adsorpcja desorpcja,
dyfuzja, przejscia fazowe, reakcje powierzchniowe).
Student powinien wykaza¢ sie ogdlng orientacijiqg w
dziedzinie technik pomiarowych, ich mozliwosci i
ograniczen.

15. Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie wyktadu: test (wyboru) z tresci wyktadu;
przedmiotu, w tym zasady okoto 85 pytan; ocena pozytywna w przypadku
dopuszczenia do egzaminu, uzyskania ponad 60% poprawnych odpowiedzi.
zaliczenia z przedmiotu, a Egzamin: ustny, na podstawie wynikéw testu studenta.
takze forma i warunki
zaliczenia poszczegolinych
form zaje¢ wchodzacych w
zakres danego przedmiotu

16. Tresci merytoryczne 1. Wprowadzenie /Zagadnienia wstepne/
przedmiotu Podstawowe definicje i relacje pomiedzy

wielkosciami charakteryzujacymi otoczenie
prozniowe.

2. Podstawowe zagadnienia wysokich prézni (cz. 1):
Zjawiska (adsorpcja, desorpcja, dyfuzja,

rozpuszczanie i przenikanie gazéw) /Wytwarzanie
wysokich prézni.

3. Podstawowe zagadnienia wysokich prézni (cz. 2):
Aparatura prdézniowa: typowe uktady pompowe,
manipulatory, zawory, pompy /Pomiar niskich
ci$nien.

4. Spektrometr masowy: Rodzaje /Widmo masowe;
wzory fragmentacji czasteczek /Rozwazania o




10.

11.

12.

13.

rozdzielczosci.

1-wymiarowy (1D) model powierzchni: Zjawisko
segregacji powierzchniowej / Tlumienie czastek w
absorbencie o grubosci dx / Srednia grubosc
warstwy monoatomowej /. Definicje pojec:
dtugosé (grubosc) ttumienia, gtebokos¢ ucieczki,
$rednia droga swobodna na zderzenia
niesprezyste.

1-wymiarowy (1D) model powierzchni: Zaleznosé
sygnatow AES/XPS z gruboscia adwarstwy
(sygnat podtoza i adsorbatu). Wigzanie atomoéw
(czasteczek) z powierzchnig - adsorpcja fizyczna i

chemiczna. Krzywe (diagramy) energii
potencjalnej: adsorpcja fizyczna, chemisorpcja
czasteczkowa i dysocjatywna (proces
aktywowany).

. Wzrost cienkiej warstwy (cz. 1): Etapy wzrostu /

Wytwarzanie strumienia atomowego / Zjawiska
towarzyszace wzrostowi cienkiej Warstwy /
Réwnanie Young'a / Rodzaje wzrostu /
Koalescencja.

. Wzrost cienkiej warstwy (cz. 2): Epitaksja /

Naprezenia / Dyslokacje niedopasowania statych
sieci / Adsorpcja koherentna i niekoherentna.

. Charakterystyka powierzchni (2D): Krystalografia

czystej powierzchni / Powierzchnia idealna /
Rekonstrukcja: kontrakcja-relaksacja,
nadstruktura, faceting, szorstkos¢ (roughening) /
Wskazniki Millera / Nomenklatura ad warstwy.
Dyfrakcja powolnych elektronéw (LEED): Historia
LEED / Warianty eksperymentu / Pojecia
podstawowe: 2D sie¢ odwrotna / Przyktady.
Spektroskopia fotoelektronow. Podstawy.
Definicje (XPS, UPS, ESCA) / Aparatura: zrédto-
probka-analizator energii elektronow / Bilans
energii, energie wigzania powtok elektronowych /
Przyktadowe widma / Identyfikacja szczytow.
Spektroskopia fotoelektrondw. Analiza widm
fotoemisyjnych, ksztatt linii (Gauss.-Lorentz.,
Doniach-Sunjic, Mahan), tto (liniowe, Shirley,
Tougaard) / Przetwarzanie sygnatow / Zarys
analizy ilosciowej; doktadno$¢ a precyzja
pomiaru.

Sktad chemiczny powierzchni - spektroskopia
elektrondw Augera (AES): Proces Augera /
Ekscytacja wigzka elektronowa / Analizatory RFA,
CMA, sferyczny / Energia elektronéw Augera /
Szerokos$¢ linii / Zarys analizy ilosciowej,
pierwiastkowy wspdtczynnik Czutosci / Detekcja
przesuniec¢ chemicznych.

14.Temperaturowo-programowana desorpcja (TPD).

Podstawy. Definicje (TPD i TDS) / Zjawiska
desorpcji / Eksperymentalne wersje techniki
desorpcji / Widmo desorpcji / Parametry szczytu
desorpcji / Model energii potencjalnej: adsorpcja
asocjatywna, dysocjatywna.

15. Temperaturowo-programowana desorpcja.

Analiza widm termodesorpcyjnych / Rdwnanie
Polanyi-Wignera, przedeksponencjalny czynnik,
rzad oraz energia aktywacji desorpcji / Przyktady
kinetyk: zerowego, 1-szego i 2-giego rzedu /
Wyznaczanie energii desorpcji: przyblizenie
Redheada, relacja Knora / Zestawienie wynikéw
TPD.
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